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摘要(译)

本发明提供一种检查装置和检查方法，其能够以高精细度和高效率检查
用于液晶面板的板的形状。计算机21控制X电极选择部分22和Y电极选择
部分23以选择性地驱动液晶驱动电极102。 FLASHSHOCK传感器1以非
接触方式位于与板100相对的位置。 FLASHSHOCK传感器1适于检测在
液晶电极101-104中引起的每个电位变化，然后将检测到的电位变化作为
检测信号输出到计算机21。计算机21接收来自FLASHSHOCK传感器1的
检测信号以产生图像数据，并基于所产生的图像数据检测液晶电极中的
断开，短路，碎片等。此外，计算机21在显示器21a上显示表示液晶电极
的每个形状的图像。
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